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Algorytmy wyznaczania parametrow
charakteryzujacych oddzialywanie sondy z powierzchnig
materialu badanego mikroskopem sil atomowych
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Streszczenie

Mikroskop sil atomowych AFM (ang. Atomic Force Microscopy) od czasu wynalezienia
w latach osiemdziesiatych XX wieku stat si¢ podstawowym narz¢dziem badan powierzchniowych.
Urzadzenie to pozwala na obrazowanie powierzchni oraz jej wlasciwosci w skali nanometrowe;.
Aktualnie prowadzone projekty badawcze na podstawie opracowan teoretycznych staraja sig
udoskonali¢ istniejace oraz wprowadzi¢ nowe techniki pomiarowe, ktore umozliwityby glebsza
analize wlasciwo$ci mechanicznych badanych przy uzyciu AFM materialow.

Jednym z ciekawszych zagadnien jest analiza wtasciwosci fizycznych powierzchni w trybie
rezonansowe] mikroskopii oddzialywan odpychajacych. W tym celu opracowano innowacyjny
uktad detekcji wychylenia belki pomiarowej, ktory dzigki zastosowaniu algorytméw analizy
widmowej pozwala na jakos$ciowe badanie sztywnos$ci powierzchni struktur nanometrowych na
podstawie obrazow wyzszych sktadowych harmonicznych. Uklad ten pozwala rowniez,
w przypadku mikroskopow pracujagcych z sonda T-ksztaltng, na pomiar takich wlasciwosci
materiatowych jak adhezja, elastyczno$¢ czy dyssypacja energii. Zaproponowany algorytm
w stosunku do innych stosowanych rozwigzan pozwala rowniez na szybkie obliczenie wartosci sity
szczytowej. W konsekwencji mozliwe jest uzycie tego parametru oddziatywania do kontrolowania
odlegtosci sondy od powierzchni. W praktyce oznacza to redukcje ryzyka uszkodzenia delikatnej
struktury  preparatow  biologicznych, aw przypadku badania preparatéw o strukturze
heterogenicznej rowniez poprawe zdolnosci rozdzielczej obrazéw topograficznych.

Podczas prezentacji zostang przedstawione podstawowe zagadnienia zwigzane z mikroskopem sit
atomowych oraz autorskie algorytmy wykorzystane do budowy tego urzadzenia.

Propozycje tematow seminariow prosze skladac¢ na adres: werewka@agh.edu.pl.



